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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

MODULES PHOTOVOLTAIQUES (PV) EN COUCHES MINCES
POUR APPLICATION TERRESTRE -

QUALIFICATION DE LA CONCEPTION ET HOMOLOGATION

AVANT-PROPOS

1) La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondialké de ngfmalisatign composée

favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de norm aines de
I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEI, entre autres activités, g S ationales.
Leur élaboration est confiée a des comités d'études, aux travaux desquel§ C i ytéressé par le
sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernem ementales, en
liaison avec la CEIl, participent également aux travaux. La CEl/colla S§0i avec |'Organisation
Internationale de Normalisation (1SO), selon des conditions fixées para antra organisations.

2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les q MNg présentent, dans la mesure
du possible un accord international sur les sujets étudiés, & es Copnités nationaux intéressés
sont représentés dans chaque comité d’études.

3) Les documents produits se présentent sou internationales. lls sont publiés
comme normes, rapports technigues ou g BNComités nationaux.

4) Dans le but d'encourager l'unification internatignale) } de la CEIl s'engagent a appliquer de

internationales de la CEl dans leurs normes
et la norme nationale ou régionale

facon transparente, dans toute la mesure pessible,
nationales et régionales. Toute divergence entre

5) La CEIl n’a fixé aucune proe age conme indication d’approbation et sa responsabilité
n'est pas engagée quand un ¢ éche a/A'une de ses normes.

dmerts de la présente Norme internationale peuvent faire
droits analogues. La CEIl ne saurait étre tenue pour
propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

de conversion ph

Le texte de (cet u de la Norme internationale CEl 1215 et des documents

suivants:

FDIS Rapport de vote
82/153/FDIS 82/166/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.

L'annexe A est donnée uniquement a titre d'information.
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2)

3)

4)

5)

6)

docume

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

THIN-FILM TERRESTRIAL PHOTOVOLTAIC (PV) MODULES -
DESIGN QUALIFICATION AND TYPE APPROVAL

FOREWORD

entrusted to technical committees; any IEC National Committee interg
participate in this preparatory work. International, governmental ang
with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborate
for Standardization (ISO) in accordance with conditions
organizations.

Attention is drawn,
of patent rights.

FDIS Report on voting
82/153/FDIS 82/166/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

Annex A is for information only.
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MODULES PHOTOVOLTAIQUES (PV) EN COUCHES MINCES
POUR APPLICATION TERRESTRE -

QUALIFICATION DE LA CONCEPTION ET HOMOLOGATION

1 Domaine d’application et objet

La présente Norme internationale donne les exigences sur la qualification de la conception et
I'homologation des modules photovoltaiques en couches minces pour application terrestre et pour
une utilisation de longue durée dans les climats modérés d'air libre, définis dans la CEl 721-2-1.
Elle a été écrite en tenant compte de la technologie au silicium amorphe, mais peut aussi étre
applicable aux autres modules PV en couches minces. Des modifica la présente
séquence d'essais peuvent étre nécessaires a cause des caractéristi iques de ces
autres nouvelles technologies.

particularités des modules au silicium amorphe en couche
rayonnement lumineux est utilisée pour séparer la dégradati

lles au silicium amorphe, les
ineux et le recuit peuvent étre

des dispositions valables pour la présente Norme internationale. Au
k bion, les éditions indiquées étaient en vigueur. Tout document normatif
est sujet a révision”et les parties prenantes aux accords fondés sur la présente Norme
internationale sont invitées a rechercher la possibilité d'appliquer les éditions les plus récentes
des documents normatifs indiqués ci-aprés. Les membres de la CEI et de I'|SO possédent le
registre des Normes internationales en vigueur.

CEIl 68-1: 1988, Essais d'environnement — Partie 1: Généralités et guide
Amendement 1 (1992)

CEIl 68-2-2: 1974, Essais d'environnement — Partie 2: Essais — Essais B: Chaleur seche
Amendement 1 (1993)
Amendement 2 (1994)

CEl 68-2-3: 1969, Essais d'environnement — Partie 2: Essais — Essai Ca: Essai continu de
chaleur humide
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THIN-FILM TERRESTRIAL PHOTOVOLTAIC (PV) MODULES -
DESIGN QUALIFICATION AND TYPE APPROVAL

1 Scope and object

This International Standard lays down requirements for the design qualification and type
approval of terrestrial thin-film photovoltaic modules suitable for long-term operation in
moderate open-air climates as defined in IEC 721-2-1. It is written with-amorphous silicon
technology in mind, but may also be applicable to other thin-film PV mod iles. Madifications to
this test sequence may be necessary due to the specific characteri 2_other new
technologies.

The test sequence is based largely on that specified in IEC 1215™ gualification
and type approval of terrestrial crystalline silicon PV modulgs. e anges have
been made to account for the special features of amorphqQus ‘sili in-filg modules. Light-
soaking is used to separate light-induced degradation from i echanisms, and
to provide the maximum power at the end of the test g an estimate of the long-term
performance of thin-film modules. Modules are annealed b 9 ycling and damp heat
tests in order to separate the annealing effects frg 30 resulting from these tests.

For thin-film technologies other than &me 0S8\ sil nts such as light-soaking
and annealing may differ or may pro 9 Y. akage current test has been
added because all types of thin-film modiles axe apti oisture-induced corrosion.

The object of this test sequ e tal and thermal characteristics of the
module and to show, as fa ithi sonle constralnts of cost and time, that the

actual life expectancy 5 depend on their design, their envwonment
and the conditions,unde 3

This standard doe; J

constitute )s International Standard. At the time of publication, the editions
indicated normative documents are subject to revision, and parties to
agreements based_on this International Standard are encouraged to investigate the possibility
of applying the mostrecent editions of the normative documents indicated below. Members of

IEC and ISO maintain registers of currently valid International Standards.

IEC 68-1: 1988, Environmental testing — Part 1: General and guidance
Amendment 1 (1992)

IEC 68-2-2: 1974, Environmental testing — Part 2: Tests — Tests B: Dry heat
Amendment 1 (1993)
Amendment 2 (1994)

IEC 68-2-3: 1969, Environmental testing — Part 2: Tests — Test Ca: Damp heat, steady state
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CEl 68-2-21: 1983, Essais d'environnement — Partie 2: Essais — Essai U: Robustesse des
sorties et des dispositifs de fixation

Amendement 2 (1991)

Amendement 3 (1992)

CEI 410: 1973, Plans et régles d'échantillonnage pour les contrbles par attributs

CEl 721-2-1: 1982, Classification des conditions d'environnement — Partie 2: Conditions
d'environnement présentes dans la nature — Température et humidité
Modification 1 (1987)

CEIl 891: 1987, Procédures pour les corrections en fonction de la température et de
I'éclairement & appliquer aux caractéristiques I-V mesurées des dispositifs photovoltaiques au
silicium cristallin

Amendement 1 (1992)

de référence

CEIl 904-9: 1995, Dispositifs photovoltaiques — Parti¢
simulateurs solaires

CEI QC 001002: 1986, Regles de pro
composants électroniques (IECQ)

Amendement 2 (1994) %
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IEC 68-2-21: 1983, Environmental testing — Part 2: Tests — Test U: Robustness of terminations
and integral mounting devices

Amendment 2 (1991)

Amendment 3 (1992)

IEC 410: 1973, Sampling plans and procedures for inspection by attributes

IEC 721-2-1: 1982, Classification of environmental conditions — Part 2: Environmental
conditions appearing in nature — Temperature and humidity

Amendment 1 (1987)

IEC 891: 1987, Procedures for temperature and irradiance corrections—to measured |-V
characteristics of crystalline silicon photovoltaic devices
Amendment 1 (1992)

IEC 904-1: 1987, Photovoltaic devices — Part 1: Measurements of photoyo
characteristics

IEC 904-3: 1989, Photovoltaic devices — Part 3: MeaSureme s for terrestrial
photovoltaic (PV) solar devices with reference spectral | l 3

and type approval

IEC QC 001002: 1986, Rules of Proc

tronic Components (IECQ)
Amendment 2 (1994) %





